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Sposéb testowania niedopasowanych ukladow elektronicznych
o dwu impedancjach charakterystycznych

. 1

Przedmiotem wynalazku jest sposéb testowania
niedopasowania ukladéw elektronicznych o dwu
impedanciach charakterystycznych. Umozliwia on
testowanie niedopasowania wzgledem dwu impe-
dancji charakterystycznych Z, i Zo/2. Testowanie
niedopasowania wzgledem impedancji Z./2 dotyczy
takich ukladéw o podwoéjnych i symetrycznych
wzgledem siebie wrotach, ktére sg ze sobg bezpo-
Srednio polgczone wewnagtrz ukladu badanego.

Znany sposo6b testowania niedopasowania w ukla-
dach elektronicznych o dwu znamionowych impe-
dancjach charakterystycznych, Z, i Zo/2, polega na
tym, Ze za pomocg sprzegacza kierunkowego o im-
pedancji charakterystycznej Z, pobudza i wyodreb-
nia sie fale odbitg zaré6wno przy testowaniu poje-
dynczych wroét o impedancji charakterystycznej Z,
jak i jednego z podwoéjnych wrét impedancji cha-
rakterystycznej Zo/2. W tym ostatnim przypadku
testowanie niedopasowania na badanych wrotach
odbywa si¢ na tle niedopasowania, ktéra pochodzi
od niedopasowania impedancji charakterystycznej
sprzegacza kierunkowego Z, do znamionowej im-
pedancji charakterystycznej ukladu badanego Zo/2
oraz od niedopasowania wprowadzonego przez po-
jemno$é¢ drugich, nie wykorzystanych wroé6t, wcho-
dzacych w sklad podwéjnych wrét ukladu bada-
nego. Wipoélczynnik fali stojgcej tla w tym przy-
padku jest wiekszy niz 2. Jezeli natomiast wyeli-
minuje sie wplyw pojemno$ci drugich, niewyko-
rzystanych wro6t przez obcigzenie ich rezystancja
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o wartosci Z,, to wspolczynnik fali stojgcej tla po-
wiekszy sie do wartosci 3. Sposob ten jest z tych
wzgledow klopotliwy w stosowaniu a w szczeg6l-
nosci w automatyzowaniu testowania.

Inny znany sposOb testowania niedopasowania
ukladéw elektronicznych o dwu znamionowych im-
pedancjach charakterystycznych Z, i Zo/2 za po-
mocg sprzegacza kierunkowego o impedancji cha-
rakterystycznej Z, polega na wykorzystaniu spe-
cjalnego przejscia transformatorowego o przeklad-
ni Y2, transformujgcego impedancje Zo/2 na Zo.
Przejscie to w wykonaniu rezystorowym zaostrza
wymagania na kierunkowo$s¢é sprzegacza kierun-
kowego o okolo 15 dB a w wykonaniu na obwo-
dach o stalych rozlozonych nie gwarantuje doklad-
nosci pomiaru w szerokim pa$mie czestotliwosci.

Istotg sposobu testowania niedopasowania na po-
dwoéjnych wrotach wedlug wynalazku jest synfazo-
we, kierunkowe pobudzanie podwdjnych wrot ukla-
du badanego z dwu oddzielnych toréw o impe-
dancji charakterystycznej Z, kazdy, zasilanych ze
wspolnego zrédia sygnalu poprzez dzielnik mocy
oraz wykorzystanie do obserwacji tylko fali odbi-
tej z jednego z tych toréow.

Zaletg tego sposobu jest mozliwo$é testowania
niedopasowania zaré6wno na podwoéjnych jak i na
pojedynczych wrotach ukladu badanego, przy czym
w obu przypadkach dokladno$é pomiaru okreslona
jest kierunkowoscig pojedynczego sprzegacza. Po-
nadto przedstawiony spos6b nie wymaga stosowa-
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nia sprzegaczy kierunkowych o podwyzszonej kie-
runkowogci.

Przedmiot wynalazku jest pokazany na przykla-
dzie wykonania na rysunku, na ktérym przedsta-
wiono uklad pomiarowy w postaci schematu blo-
kowego ukladu elekirycznego do testowania niedo-
pasowania na podwoéjnych wrotach ukiadu bada-
nego.

Spos6éb testowania niedopasowania za pomocg
wynalazku jest nastepujacy. Przy testowaniu po-
dwéjnych wr6t ukladu baﬂdanego 0 znamionowej
impedancji charakterystycznej réwnej Z, sygnal
z wobuloskopu 1 doprowadza sie do dzielnika mo-
cy 2, ktéry dzieli moc sygnalu na dwie réwne
czeSci i zasila nimi wrota 3A i 4A sprzegaczy Kkie-
runkowych 3 i 4. Czefci sygnaléw z wrét 3A i 4A
przekazywane s3 w sposéb synfazowy poprzez
wrota 3B i 4B odpowiednio do wr6t 8A i 8B
w ukladzie badanym 8. Do niebadanych wrét 8C
dolgcza sie obcigzenie 9 o rezystancji réwnej Z.
Brak dopasowania impedancji w podwéjnych wro-
tach 8A i 8B ukladu badanego do impedancji cha-
rakterystycznych wré6t pomiarowych 3B i 4B ukla-
du do testowania powoduje powstanie w tychze
wrotach fal odbitych, ktére nastepnie przekazywa-
ne sg odpowiednio do wré6t 3D i 4D. Do wré6t 3C
i 4C sprzegaczy kierunkowych 3 i 4 dolgcza sie
odpowiednio obcigzenie 5 i 6 o rezystancjach réow-
nych Z,. Fala odbita, wychodzaca z wrét 3D prze-
kazywana jest do wrét wejsciowych wobuloskopu
1, na ktérego ekranie podlega wykres§leniu w po-
staci zaleznoéci poziomu fali odbitej od czestotli-
wosci. Fala odbita wychodzaca z wrét 4D, wytra-
cana jest na dopasowanym obcigzeniu 7, zalgczo-
nym do wr6t 4D, jako niosgcg te samg informacje
o niedopasowaniu co fala wychodzaca z wrét 3D.

Przy testowaniu pojedynczych wrét 8C ukiadu
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badanego 8 o znamionowej impedancji charakte-
rystycznej Z, wrota te zalgcza sie do wrét pomia-
rowych 3B ukladu do testowania a wrota pomia-
rowe 4B obcigza sie rezystancjg dopasowania
o warto$ci Z,., W tym przypadku sprzegacz kie-
runkowy 4 nie bierze udzialu w testowaniu niedo-
pasowania a opisywany uklad zachowuje sie jak
pojedynczy sprzegacz kierunkowy 3, zasilany z wo-
buloskopu 1 poprzez tlumik staty. O ile impedancja
charakterystyczna pojedynczych wrét pomiaro-
wych 3B wynosi Z, to wypadkowa wyjsciowa im-
pedancji charakterystyczna podwédjnych wrét po-
miarowych 3B i 4B, przeznaczonych do pomiaru
niedopasowania jednej impedancji poprzez podwoj-
ne wrota 3B i 4B, wynosi Zo/2.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b testowania niedopasowania ukladoéw elek-
tronicznych o dwu impedancjach eharakterystycz-
nych, w ktérym sygnatem wielkiej czestotliwosci
z wobuloskopu pobudza sie za pomocg znajdujace- -
go sie w torze sygnalowym sprzegacza kierunko-
wego lub ukladu mostkowego podwo6jne lub poje-
dyncze wrota ukiadu badanego a nastepnie odpro-
wadza sie sygnal od tych wrét do wobuloskopu
i otrzymuje sie na jego ekranie przebieg sygnalu
odbitego w funkcji czestotliwo$ci, znamienny tym,
ze podwoéjne wrota (8A i 8B) ukladu badanego (8)
pobudza sie synfazowo z dwu oddzielnych toréw
sygnalowych (3 i 4) zasilanych z wobuloskopu (1)
poprzez dzielnik mocy (2), przy czym sygnal odbi-
ty od wrét (8B) wytraca sie w jednym torze na
dopasowanym obcigzeniu (7) o rezystancji charak-
terystycznej, natomiast sygnat odbity od wrét (8A)
po przejSciu przez drugi tor doprowadza sig¢ do
wobuloskopu (1).

RSW Z.G. W-wa, Srebrna 16, z. 389-81/0 — 120420 egz.
Cena 45 zt
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